
37.3. Natężenie światła w obrazie dyfrakcyjnym
pojedynczej szczeliny. Opis jakościowy

W paragrafie 37.2 nauczyliśmy się, jak znajdować położenia minimów i maksi-
mów w obrazie dyfrakcyjnym wytwarzanym przez pojedynczą szczelinę. Teraz
zajmiemy się bardziej ogólnym problemem — będziemy poszukiwać wyrażenia
opisującego rozkład natężenia światła I w obrazie dyfrakcyjnym, tzn. zależność
natężenia I od kątowego położenia θ na ekranie obserwacyjnym.

W tym celu podzielimy szczelinę na rysunku 37.4a na N stref o jednako-
wej szerokości 1x, tak małych, że będziemy mogli przyjąć, iż każda strefa jest
źródłem elementarnej fali Huygensa. Będziemy nakładali na siebie fale, które do-
cierają do dowolnie wybranego punktu P na ekranie obserwacyjnym pod kątem θ

w stosunku do osi układu i wyznaczali amplitudę Eθ składowej elektrycznej fali
wypadkowej w tym punkcie. Natężenie światła w punkcie P jest proporcjonalne
do kwadratu tej amplitudy.

Do wyznaczenia Eθ potrzebna jest nam znajomość związków fazowych fal
wtórnych docierających do punktu P . Różnica faz między falami wychodzącymi
z sąsiadujących ze sobą stref szczeliny jest dana równaniem:

(różnica faz) = (2π/λ) · (różnica dróg).

W punkcie P leżącym pod kątem θ do osi różnica dróg fal przychodzących
z sąsiednich stref jest równa 1x sin θ i wobec tego różnica faz między tymi
falami jest równa

Rys. 37.6. Diagramy dla N = 18 wska-
zów odpowiadających podziałowi poje-
dynczej szczeliny na 18 stref. Pokazane
na rysunkach wypadkowe amplitudy Eθ
odnoszą się do: a) centralnego maksi-
mum (θ = 0), b) punktu na ekranie,
którego położenie jest bliskie osi (mały
kąt θ), c) pierwszego minimum oraz
d) pierwszego maksimum bocznego


